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GENEL BILGILER— X-Isininin Tarihgesi

X-151m1 1895 yilinda Alman fizik¢i Conrad Roentgen tarafindan kesfedilmistir.

Kesfedildiginde fiziksel ozellikleri bilinmediginden “X” isim verilmistir. Gliniimiizde de ayni
isimle anilmaktadir.

Ayrica, bu 1sim1 kesfeden bilim adaminin  ismine izafeten Rontgen 1smlart terimi de
kullanilmaktadir.

X-1smlarmin maddenin igine niifuz edebilmesi 6zelliginden yararlanmak isteyen arastirmacilar
saydam olmayan cisimlerin i¢ yapisin1 incelemek i¢in bu 1511 kullanmislardir.

Cismin bir tarafina X-151m1 kaynagi, diger tarafina fotograf filmi koyarak, cismin daha az yogun
kistmlar1 daha yogun kisimlarina nazaran daha c¢ok X-isinlart gecirmesinden radyograf elde
edilmistir.

1912 yilinda Laue tarafindan X-1sinlarindan kristallerden kirinimi olay1 kesfedilmistir.

Daha sonra Ewald X-1silariin kristalde yayilmasini inceleyerek ters uzay orgiisii kavramini ilk
kez ortaya koymustur.

1914 yilinda Max Laue kirinim prensiplerine dayanarak bakir siilfat kristalinin yapisini bularak
Nobel odiiliinli kazanmustir.

W. H. Bragg X-1sinlarinin parcacik karakterde oldugu tespit edilmistir.
W. L. Bragg ZnS kristalinin yapisin1 ¢ozmiistiir.

Bir maddenin kristal yapisimi inceleyerek mineralojik bilesimini ortaya koyarken X-Isinlarindan
yararlanilir. (1919 yilindan itibaren)

X-1sinlar1 teknikleri ile bir mineralin kristal sinifi, birim hiicre parametreleri, kristal yapidaki gesitli
atomlarin pozisyonlar1 belirlenebilmektedir. Yani atom ve molekiillerin {i¢ boyutlu olarak
dizilimleri incelenebilir.
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X-Ray Diffraction (XRD) spektroskopisi olarak bilinen X-lgini Difraksiyon
spektroskopisi isminden anlasilacagi uzre X-isini denilen

isindan daha kuvvetli fakat isimindan daha zayif enerjili 1sIn
kullanilarak yapilan analizi temel alir.




KRD (X-isinlan Diiraksiyonul

ARD analiz yonierminin Jeolojide xullanimi;

X-Isinlart difraksiyonunda mineral tanimlamasi yapilir. Tum kayag¢
icerisindeki mineralleri gozimlemede (tanimlamada) ¢ok igse yarayan bir
yontemdir.

Ozellikle kil minerallerinin analizinde kesin sonuglar vermesinden dolayi
onemi buyuktur.

Analiz sonuclarini grafiksel olarak verir. Bu grafik tzerinden tum kayacg
kimyasi yar kantitatif olarak hesaplanabilir.

A-Ray Difraxsiyon ixiys ayrilir;

1. Tek kristal X-Ray Difraksiyonu (daha ¢ok fizikgiler icin idealdir)
2. Toz X-Ray difraksiyonu
2.1. Tum kayag¢ analizi
2.2. Kil analizi
2.2.1. Normal ¢cekim
2.2.2. Glikollu ¢gekim
2.2.3. Isitilarak yapilan ¢ekim
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Tek kristal X-Ray Difraksiyonu
(daha cok fizikgiler icin idealdir)
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Toz X-Ray difraksiyonu







KRD (X-isinlan Diiraksiyonul

ARD Caligrmza orensiol;
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SCHEMATIC CROSS SECTION OF AN X-RAY TUBE
Cu, Fe, Co, Cr, Mo, W, Ni i1siya dayanikli, iletken olmali
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X-Ray Tup sabit, dedektor ve
Ornek hareketli

Ornek sabit, dedektor ve
X-Ray Tup hareketli



X-Ray Difraksiyonu ¢alisma prensibi olarak Bragg kanununu baz alir.
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Dalga Boyu Kristalin diizlemsel X-Ray agi orani
Ornegin Cu igin; 1.54 A kafes derinligi
-iki atomik duzlem arasin-
daki mesafe-



Incident rays Reflected rays

S 20 =

e scattering angle

A=




KRD (X-isinlan Diiraksiyonul

Ornek Hazirlama

Numune odasi ve X-Ray difraksiyon cihazinin bulundugu odalar aynridir.
Analizi yapilacak numune oncelikle ogutuculerde veya agat havanda 200
mes (22 mikron) altina gececek boyutta toz haline getirilerek hazirlanir. Bu
esnada havan veya 6égutiiciiniin temiz olmasi olduk¢ca énemlidir. Ogiitme
esnasinda 1-2 gram olmasi yeterlidir.

Toz haline getirilen numune en az yonlendirme ile yani dik preslenerek
Analize uygun hale getirilir. Killerde numune saf su ile suspanse edilir. Saf
su killer arasi katyonu bozmaz Stocks kuralina gore tane boyu 2 mikrondan
buyuk olanlar c¢oker, 2 mikrondan kuguk olanlar yukarda kalir ve boylece
Killer ayrilir. |
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Toz X-Ray difraksiyon teknigiile elde edilen analiz sonuglar bir
grafik halinde verilir. Elde edilen pikler karsilagtirma yapilarak

hangi minerale ait oldugu hazirlanmis kataloglar yardimiyla
bulunur.
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XRD Coziimlemesi

JCPDS Card Quality of data

1.file number 2.three strongest lines 3.lowest-angle line 4.chemical
formula and name 5.data on diffraction method used 6.crystallographic
data 7.optical and other data 8.data on specimen 9.data on diffraction
pattern. Quality of data

Joint Committee on Powder Diffraction Standards, JCPDS (1969)
Replaced by International Centre for Diffraction Data, ICDD (1978)




